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MODIFICATION N° 3 A LA PUBLICATION 122-1 DE LA CEI:

QUARTZ POUR OSCILLATEURS

Section un : Valeurs et conditions normalisées
Section deux : Conditions de mesures et d’essais

(Premitre édition — 1962)

Page 20

A la fin du paragraphe 1.8, ajouter le paragraphe suivant *:
1.8.1 Valeurs de fuites normalisées

Les valeurs de fuites normalisées sont :
Condition de sévérité I: 10-% mbar dm?/s
Condition de sévérité II : 1077 mbar dm
Condition de sévérité I11; 1072
Condition de sévérité IV :

Page 34

2.5.7 -Scellement
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2.5.7.

Note)\ Cette méthode d’essai a une sepsibilité faible et, pour cette raison, ne peut étre utilisée que pour uy
évalidtion approximative de la qualité du scellement.

Le quartz doit étre immergé dans un liquide dégazé pendant une période spécifice.
Il ne doit pas se produire de fuite sc manifestant par un dégagement répétitif de bulles issug

duqguartiz
ry

wr

Le quartz est alors examiné visuellement. Il ne doit pas présenter de dommage visible.
Lorsque cet essai est prescrit par une feuille particuliére, celle-ci doit spécifier le point suivant :
— le liquide dégazé.

* Dans une nouvelle édition de la publication, tous les paragraphes seront numérotés dans P'ordre numérique normal.
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AMENDMENT No. 3 TO IEC PUBLICATION 122-1:

QUARTZ CRYSTAL UNITS FOR OSCILLATORS

Section one : Standard values and conditions
Section two : Test conditions

(First edition — 1962)
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¢ the end of Sub-Clause 1.8 add the following sub-clause *:

Standard values of leak rate

The standard values of leak rate are:
Severity 1: 107® mbar dm?/s
Severity I : 1077 mbar dm?/s
Severity III : 108 mbar dv':
Severity 1V : 1071° mbar d

Sealing

the existin ;@
This test is Performed

Note. — This test mgthod has a low sensitivity and may therefore be used only for an approximate evaluation
of the sealing quality.

The crystal unit is immersed in degassed liquid for a specified period of time.
There shall be no leakage as determined by repetitive bubbles emerging from the crystal unit.

The crystal unit is then to be visually examined. There shall be no visible damage.
If the test is included in the article sheets, the following shall be specified :
— degassed liquid.

* In a new issue of the Publication, all the Sub-clauses will be numbered consecutively.
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2.5.7.3 Pour les conditions de sévérité II, III, etc., I'essai Qk, Méthode b) (Essai de fuite de gaz au
spectrographe de masse) doit &tre utilisé.

Note. — Cette méthode est recommandée parce qu’elle est plus exacte que I’essai de bulles et permet 1’évaluation
quantitative de la fuite.

Le quartz & essayer doit étre placé dans une enceinte emplie d’un gaz ou d’un mélange de gaz
convenable et pressurisé a une pression élevée pendant une période de temps spécifiée.

La pression dans la bombe d’essai doit étre de plusieurs atmospheres supérieure & celle de la
pression existant & Iintérieur du quartz et doit étre prescrite dans la feuille particuliére.

APIES AVOIT €€ SOUMIS I 13 SUTpression, 1€ quartz est TehTe de 1a bombe d e55al et neltoye ext
rieurement selon les prescriptions de la feuille particuliére.
Le quartz est placé dans la chambre de détection du spectrographe de masse. Le temps maximg

——

entre le retrait de la surpression et la mesure du débit de fuite doit &tre e temps prescrit
dans la feuille particuliére.
Le taux de fuite ne doit pas étre supérieur a la valeur spécifiée.
Lorsque cet essai est prescrit par une feuille particuliére, celle-ci d uivants
— type de gaz tragant ou mélange de gaz et son rapport;
— pression dans la bombe d’essai ;
— durée de séjour sous pression ;
— méthode de retrait du gaz tracant absorbé en s
— temps entre le retrait de la pression et la mg
— taux de fuite admissible.
Page 36
A la fin du paragraphe 2.5,8
2.5.8.7 Chocs thermiques
Les bofitiers [emyexra\doivant § is& la procédure de I'essai Nc: Variations rapides de

su, de la Publication 68-2-14 de la CEI: Essai N: Varij-

tempérajiixe, mé
tions dpé

Le boitier S 2 examiné visuellement. Il ne doit ni se féler ni se briser.

* Pans une nouvelle édition de la publication, tous les paragraphes seront numérotés dans 'ordre numérique normal.
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2.5.7.3 For severities II, III etc., Test Qk, Method &) (Tracer gas method with mass-spectrometer) shall

be used.

Note. — This method is preferable as it is more accurate than the bubble test, and allows a quantitative evaluation
of the leak rate.

The crystal unit under test is pressurized with a suitable tracer gas by exposing the crystal unit
for a specified period to an atmosphere of a tracer gas or gas mixture at high pressure.

The pressure in the pressure vessel shall be several atmospheres higher than the internal pressure
of the crystal unit under test and shall be specified in the relevant article sheet.

as prescribed by the relevant article sheet to remove all adhering tracer gas.

The crystal unit is then to be placed in the detection chamber of a mass-spectrometer, The
maximum interval between removal from the pressure chamber and the lgé
shall be 1 h or the time as specified by the relevant specification.
The leak rate shall not exceed the specified value.

If this test is included in the article sheets, the following shall be sp
— type of tracer gas, or gas mixture and its proportion ;
— pressure in the pressure vessel ;

— time of exposure ;

— method of removal of surface absorbed tracer gas ;
— interval between exposure and measurement ;

— limits of permissible leak rate.
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* In a new issue of the Publication, all Sub-clauses will be numbered consecutively.
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